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Gewicht der Geräte – so z. B. von nur 15 kg für
das 26,5-GHz-Gerät R3272 – bei.

Bedienung. Ein-Knopfdruck-Messungen von
Oberwellen, Nebenaussendungen, Nachbarkanal-
störungen (ACP) und belegter Bandbreite (OBW)
vereinfachen die Bedienung und beschleunigen
so die Messungen. Es gibt umfangreiche Mar-
kerfunktionen. Der integrierte Rechner (Option)
ermöglicht das Erstellen von Messprogrammen.

Die beiden integrierten PC-Card-Laufwerke neh-
men Geräteeinstellungen, Programme und Mess-
kurven auf. Dokumentiert werden kann entwe-
der per Plotter (IEC-Bus), Drucker (Centronics-
Schnittstelle) oder Bitmap File. Eine Monitor-
Schnittstelle mit VGA-kompatiblen Signalen er-
laubt die Darstellung auf Computer-Bildschirmen.

Bild 2.72 Spektrumanalysator R3272 der Fa. Rohde
& Schwarz

Analyse von TDMA-Signalen. Größtmögliche
Unterstützung bei der Analyse von pulsförmigen
Signalen, z. B. bei GSM-Systemen, geben die Ana-
lysatoren R3263 und R3465 durch ihre spezielle
Menüstruktur. Auf Knopfdruck messen die Ana-
lysatoren den Leistungsverlauf über der Zeit, das
Modulations- oder Schaltspektrum sowie die Ne-
benaussendungen. Eine Leistungsmessroutine und
ein leicht zu bedienendes Konfigurationsmenü sind
ebenfalls enthalten. Für den optionalen Rechner
stehen fertige Programme für GSM und DECT
zur Verfügung. Diese Programme vermessen die
HF-Parameter der Luftschnittstelle nach den ein-
schlägigen Normen. Durch DDS (Direct Digital
Synthesis) wurde der Sweep-Fehler auf < 1 %
verbessert. Delayed Sweep, Gated Sweep und eine
kürzeste Sweep-Zeit von 50 ms im Nullhubbe-
trieb ermöglichen eine detaillierte Darstellung der
Burst-Flanken von TDMA-Signalen.

Modulationsanalyse. Der R3465 bietet sie als
Standard, der R3263 als Option. Das IQ-Signal
wird digital demoduliert und die Phasen- und Fre-
quenzabweichung ermittelt. Eine weitere nachrüst-
bare Option stellt den Phasenfehler der einzelnen
Bits dar, liefert eine FFT davon oder zeigt das
demodulierte Ergebnis an.

Technische Daten

9 kHz . . . 26,5 (325) GHz

Modellübersicht
• R3263: 9 kHz . . . 3 GHz, optional digitale Mo-

dulationsanalyse
• R3465: 9 kHz . . . 8 GHz und digitale Modulati-

onsanalyse
• R3272: 9 kHz . . . 26,5 GHz (mit externem Mi-

scher bis 325 GHz)

2.6.8.6 Spektrumanalysator R 3131

Der Spektrumanalysator R3131 (Bild 2.73) ist ein
universeller Analysator für alle Aufgaben in Ent-
wicklung, Fertigung, Prüffeld, Service und Aus-
bildung und ist durch spezielle Filter auch für
EMV-Vormessungen einsetzbar. Aufgrund seines
weiten Frequenzbereichs von 9 kHz bis 3 GHz
bietet er sich für viele Aufgaben an. Dank hochsta-
bilem synthesizergesteuerten LO genügt er selbst
hohen Ansprüchen im Labor- oder Systemeinsatz.
Für letztere Anwendung spricht auch die 19′′-
Bauform.

Bild 2.73 Spektrumanalysator R3131 der Fa. Rohde
& Schwarz

Bedienung, Ausstattung. Eine unkomplizierte
Bedienung wird durch übersichtliche Anordnung
der Bedienelemente sowie den weitgehenden
Verzicht auf Mehrfachbelegungen von Tasten
gewährleistet. Viele Mess- und Markerfunktionen
sowie der eingebaute Frequenzzähler gehören
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• Wegmesssystem zum Einbau in Ultrapräzisi-
onsmaschinen,

• Messungen und Kalibrierungen an mechani-
schen Geräten, die mit hohen Auflösungen oder
Frequenzen arbeiten (z. B. Untersuchungen an
Magnetköpfen in Festplattenlaufwerken),

• Drucktechnik: optische Scanner und Masken-
Schreiber,

• Aufgrund der hohen Präzision werden die Gerä-
te häufig auch für Kalibrierungsaufgaben einge-
setzt, so z. B. an Piezoantrieben sowie Längen
und Winkelmessgeräten oder aber im Einsatz
in Kalibrierlabors wie z. B. der PTB Braun-
schweig.

Für verschiedene Anforderungen stehen verschie-
dene Varianten von Interferometern zur Verfügung
(Tabelle 3.14). Sie sind so gestaltet, dass eine
einfache Systemintegration möglich ist. Die Ver-
bindung zwischen Interferometer und der Syste-
melektronik erfolgt über Glasfaserkabel, was eine
hohe Störsicherheit zur Folge hat.

Tabelle 3.14 Technische Daten

ZMI-2000 ZMI-1000 ZMI-510

Auflösung 0,31 nm 1) 1,24 nm 1) 10 nm 1)

max. Ge-
schwindig-
keit

±2,1 m/s1) ±0,55 m/s 1) ±0,5 m/s1)

Datenformat 36/32 Bit
parallel

32 Bit
parallel

Quadratur

Bussystem 6U VME
oder ISA

6U VME ISA

zeitl. Unsi-
cherheit der
einzelnen
Messachsen

±1,2 ns ±15 ns ±n/a

Messsignal Glasfaser Glasfaser Glasfaser

Referenz-
signal

Glasfaser Glasfaser Glasfaser

Achsen pro
Laserquelle

8 6 3

1) basierend auf der 2-Pass-Anordnung

Weitere Merkmale
• Unterdrückung von Fehlern aufgrund von Vi-

bration
• leicht auszurichten, unempfindlich gegenüber

Schwankungen der Signalamplitude

Multiachsen-System:
• mehrere Laser können miteinander synchroni-

siert werden
• 2 Laserachsen werden von einem Elektronik-

board versorgt (Platzersparnis)

Bild 3.183 Laserinterferometer ZMI-2000 der Firma
Zygo zur Längenmessung und Positionsbestimmung

3.8.2 Positionsbestimmung

Die Positionsbestimmung (Positionierung) dient
der Einstellung der Lagegenauigkeit eines Teiles
in Bezug auf einen definierten Ort. Die Positionie-
rung kann dabei ein-, zwei- oder dreidimensional
erfolgen.

3.8.2.1 Optische Verfahren

Lichtschranken (light bar) gehören zu den am
weitesten verbreiteten Positionssensoren, insbe-
sondere in der Verwendung als Endlagenschal-
ter. Einweglichtschranken und Reflexlichtschran-
ken sind möglich (Bild 3.184).

s

s

a)

b)

Sender Empfänger

Sender

Empfänger

Bild 3.184 a) Einweglichtschranke, b) Reflexlicht-
schranke


